1.3 Mikroskopie magnetické sily (MFM — Magnetic Force Microscopy)

Mikroskopie magnetické sily umozZiuje prostorové zobrazit zmény magnetické
(Lorentzovy) sily ve vzorcich z magnetickych materialti. Pro MFM je tieba hrot potdhnout
tenkou feromagnetickou vrstvou. Systém pracuje v NK rezimu a detekuje zmény
rezonan¢ni frekvence raménka zplsobené magnetickym polem vzorku v zavislosti na
vzdalenosti hrotu od povrchu, viz. obr. 1-6. MFM mtize byt pouzit ke zobrazeni povrchu
pfirodnich magnetickych materidli, pfipadné laboratorné¢ ptipravenych (doménovych
struktur) magnetickych materialt.
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Obr. 1-6 MFM mapovani domén v magnetickych materiadlech

Obraz ziskany s pouzitim specidlniho magnetického hrotu obsahuje informaci nejen
o topografii, ale také o magnetickych vlastnostech povrchu. Kterd informace bude
dominujici, to zavisi na vzdalenosti mezi hrotem a povrchem. Magnetické sily se uplatiiuji
1 ve vétsich vzdalenostech hrotu od povrchu vzorku, nez je vzdalenost kde ptisobi van der
Waalsova sila. Pokud je hrot blize povrchu, tj. v oblasti, kterou standardné vyuziva NK
AFM rezim, bude pfevladat topograficky kontrast. Jakmile zvySime vzdalenost mezi
hrotem a vzorkem, bude prevladat efekt magnetické sily a ziskdme obraz s magnetickym
kontrastem. Pofizenim série obrazu pii riznych vyskdch nad povrchem, je pocitaCove
mozné oba efekty odd¢lit. Na obrazku 1-7 je obraz povrchu harddisku potfizeného v rezimu
MFM.
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	Obr. 1-7 MFM obraz znázoròující bity harddisku v oblasti 30x30µm

